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Dotychczas daje si¢ odczuwaé brak
praktycznego sposobu mierzenia $rednic
otworéw, a takze mierzenia ich owalnosci
w tych przypadkach, gdy wymagana jest

wielka dokladnosé pomiaréw (np. do S

1000
mm). Przypadki takie zachodza nieraz i

podczas produkcji, lecz gléwnie podczas
kontroli i naprawy maszyn precyzyjnych,
np. silnikéw do samochodéw, platowcow
i t. d. Przyrzady dotychczasowe, tak zwa-
ne sprawdziany trzpieniowe pojedyricze
lub podwéjne nie nadaja si¢ do tego celu.
Przyrzady te bowiem, majac stala sredni-
cg, pozwalaja jedynie na okreslanie gra-
nic, w ktérych zawiera si¢ $rednica otwo-
ru badanego. Powszechnie za$§ znana i u-
Zywana suwmiarka pozwala na mierzenie

$rednic i owalnosci otworéw, ale doktad-
no$é¢ takiego pomiaru jest niewielka (zwy-
kle 1 mm).

10 ’
Przyrzad, bedacy przedmiotem wyna-
lazku niniejszego umozliwia pomiary bar-
dziej dokladne.

Budowa przyrzadu wedlug wynalazku
opiera si¢ na nastepujacej zasadzie:

Jezeli dwa kliny scigte (fig. 1), majace
jednakowe katy wierzchotkowe, zostang ze
sobg zlozone tak, jak pokazano na fig. 1,
to boki ab i c¢d tych klinéw beda do siebie
réwnolegte. Jezeli wielkosé tych klinéw
zostala dobrana tak, ze odleglos¢ h mie-
dzy linjami ab i c¢d jest réwna przypu-
szczalnej srednicy otworu, ktéra trzeba
zmierzyé dokladnie, i jezeli jeden klin be-



e

dzie przesuwany po powierzchni stykania
si¢ z drugim klinem w kierunku jego grub-

szego korica, to odleglosc h miedzy ltn;a- ‘

mi ab icd quzxe sie z‘:«nekszala, i odwrot-

nie — przy przesuwaniu pierwszego kli- .
na w strong przeciwng — odleglosé ta be-
dzie si¢ zmniejszala. Ta zmiana odleglo-
$ci h, zwana w technice odchytka wymia-

ru zasadniczego h, czyli A h bedzie iza-
lezala od przesunigcia [ (tig. 2) w sposéb

nastepujacy: Ah_d—"'k xl - (1),

xd
to jest: A A,

zasadmiczego h, ]elst proporc]onalna do

przesunigcia / i moze byé okréslona tg’ dle-

goscia, a nawet odczytana, jezeli wymiary
dm, ck i cd zostang odpowiednio dobrane.
Jezeli np. dm — ck = 1 mm; ¢d = 100

mm, to na podstawie wzoru (1) Ah ' ﬁ)

czyli A h zawiera tyle setnych
milimetra, ile calych milimetréw mierzy
odcinek I. Jezeli ponadto obydwie po-
wierzchnie styku km obu klinéw zostang
podmelone na tylez CZQSCI, co boki cd, to
odchytke A A mozna bedzie odczytac bez-
posrednio.

Sposéb postepowania jest mastepujacy:

W otwér mierzony O (fig. 2) wprowa-
dza si¢ obydwa kliny i przesuwa wzgle-
dem -siebie ‘az do dopasowania ich do o-
tworu. Liczba podziatek, widoczna na jed-
nym lub drugim koricu powierzchni km,
daje bezposrednio warto$§é odchytki sred-
nicy otworu O od wymiaru zasadniczego,
do mierzenia ktorego ta para klinéw zo-
stala  wykonana. -

Poniewaz odczytywame odchytki na

x | mm,

noscig do ﬁ

czyli odchytka od wymiaru

1000

klinach, wsunietych w otwoér czesci ma-
szyny, jest czgsto utrudnione, mozna zre-
zygnowaé z odczytu na klinach, a odcinek
[ (fig. 2) mierzyé przymiarem warsztato-
wym, zaopatrzonym w glebokosciomierz i
podzielonym na te same jednostki pomia-
rowe, co sprawdzian klinowy (w danym
przykladzie — na milimetry).

Jezeli przymiar jest zaopatrzony w
nonjusz, pozwalajacy na odczyt z doklad-

jednostki pomiarowej (w

danym przykladzie — milimetra), to do-

ktadnos¢ odczytu powickszy sieg dziesiecio-
krotnie (w danym przykladzie wyniesie —

! mm).

Mierzac z ta sama dokladnoscia sred-
nicg otworu sprawdzianem -klinowym w
réznych plaszczyznach osiowych tego o-
tworu, otrzymuje si¢ jego owalnosé.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sprawdzian klinowy do mierzenia

.$§rednic otworéw oraz ich owalnosci, zna-

mienny tem, ze sklada si¢ z dwu klinéw
scigtych o jednakowym kacie wierzchotko-
wym, zlozonych razem tak, ze boki pozo-
stale sa do siebie réwnolegte.

2. Sprawdzian klinowy wedtug zastrz.
1, znamienny tem, ze stykajace si¢ boki
obu klinéw sg zaopatrzone w podzialke,
umozliwiajaca bezposrednie odczytywanie
odchylki mierzonego otworu w dowolnie
obranych jednostkach.

Stanistaw Zalinski
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